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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

EMC IC MODELLING -

Part 1: General modelling framework

FOREWORD

1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object /6f 1k is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electric ectronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hexe “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IE terested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. i and non-

governmental organlzatlons Ilalsmg with the IEC also partlmpate in this araton. korates closely

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters ¢ possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each ica i épresentation from all
interested IEC National Committees.

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity i s i undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent posgible |n th' i and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corre i
the latter.

6) All users should
7) No liability shall

The main task EC technical committees is to prepare International Standards. In
exceptional circumstances, a technical committee may propose the publication of a technical
specification when

» the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard,
despite repeated efforts, or

» the subject is still under technical development or where, for any other reason, there is the
future but no immediate possibility of an agreement on an International Standard.

Technical specifications are subject to review within three years of publication to decide
whether they can be transformed into International Standards.

IEC 62433-1, which is a technical specification, has been prepared by subcommittee 47A:
Integrated circuits, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.



—4 - TS 62433-1 0 IEC:2011

The text of this specification is based on the following documents:

Enquiry draft Report on voting
47A/840/DTS 47A/850A/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical specification can be found in
the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 62433 series, under the general title EMC |
found on the IEC website.

1Qdelling, can be

The committee has decided that the contents of this publication

» transformed into an International standard,
* reconfirmed,

* withdrawn,

» replaced by a revised edition, or

@@
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INTRODUCTION

The International Standards of IEC 62433 series provide specifications for EMC IC modelling.
EMC IC model is the model of integrated circuits for electro-magnetic compatibility.

IC models that are built in conformity with these International Standards can be applied to
simulations for EMC and/or evaluations of EMI (electro-magnetic interference) as well as EMS
(electro-magnetic susceptibility) of electronic systems.

@C@
S
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Part 1: General modelling framework

1 Scope

This part of the IEC 62433 series provides specifications for model-categories of EMC IC
modelling, definitions of terms that are commonly used in IEC 62433 series, modelling
approaches that can be used, and requirements for each modelling that i dardized in this
series.

2 Normative references

IEC 60050-161, International Elec 5
Electromagnetic compatibility

— Chapter 161:
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MODELES DE CIRCUITS INTEGRES POUR LA CEM -

Partie 1: Cadre de modéle général

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationayx desla CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domalnes de Ielectr|C|te et de Ielectronlque A cet effet, la CEl — entre autres ag |v iés ~ publie des Normes

comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa j ité articiper. Les

organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementalg , participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation isation (1SO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions Nes \epresentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, ¢ S nationaux de la CEI

nnabtes sont entrepris afin que la CEIl

Les Publications de la CEI se presentent sous la forme-de reco datiepns int&rnationales et sont agréées
& o) 9
I ne/peut pas étre tenue responsable

Dans le but d'encourager I'uniformité internati alx de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon Publjcations de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes diverge ces Pubtications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales corre én termes clairs dans ces derniéres

La CEIl elle-méme ne fourn €. Des organismes de certification indépendants
fournissent des servicep ans certains secteurs, accedent aux marques de

certification indépegdants.
Tous les utilisat@u' ; i possession de la derniére édition de cette publication.
Aucune responsablll é a la CEIl, a ses admlmstrateurs employes auxmalres ou
nationaux de la GEI, i ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de gueltue hatuxe qu i/ directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) ant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre

I'objet de droits de<bre
de brevets et de ne p

et. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
s avoir signalé leur existence.

La tache principale des comités d’études de la CEI est I'élaboration des Normes
internationales. Exceptionnellement, un comité d’études peut proposer la publication d'une
spécification technique

lorsqu’en dépit de maints efforts, I'accord requis ne peut étre réalisé en faveur de la
publication d’une Norme internationale, ou

lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou quand,
pour une raison quelconque, la possibilité d’un accord pour la publication d’'une Norme
internationale peut étre envisagée pour I'avenir mais pas dans 'immédiat.

Les spécifications techniques font I'objet d’un nouvel examen trois ans au plus tard aprés leur
publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales.

La CEI 62433-1, qui est une Spécification Technique, a été établie par le sous-comité 47A:
Circuits intégrés, du comité d’études 47 de la CEIl: Dispositifs a semiconducteurs.
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Le texte anglais de cette norme est issu des documents 47A/840/CDV et 47A/850A/RVC. Le
rapport de vote 47A/850A/RVC donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version francaise de cette norme n'a pas été soumise au vote.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 62433, regroupées sous le titre général
Modéles de circuits intégrés pour la CEM, peut étre consultée sur le site web de la CEI.

fie~avant la date de
les données

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modj
stabilité indiquée sur le site web de la CEIl sous "http://webstore.iec.
relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

+ transformée en Norme internationale,
* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou

@@
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INTRODUCTION

Les Normes internationales de la série CEl 62433 fournissent des spécifications relatives aux
modeéles de circuits intégrés pour la CEM. Un modéle de circuit intégré pour la CEM désigne
un modeéle de circuit intégré pour la compatibilité électromagnétique.

Les modéles de circuits intégrés qui sont construits conformément a ces Normes
internationales peuvent étre utilisés pour des simulations de CEM et/ou pour les évaluations
des brouillages électromagnétiques (EMI1), ainsi que de la susceptibilité électromagnétique
(EMS2) des systémes électroniques.

@%
S

1 EMI= Electro-Magnetic Interference.

2 EMS = Electro-Magnetic Susceptibility.
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Partie 1: Cadre de modeéle général

1 Domaine d'application

La présente partie de la série CEIl 62433 fournit des spécifications relatives aux catégories de
modeéles de circuits intégrés pour la CEM, des définitions des termes couramment utilisés
dans la série CEl 62433, des approches pouvant étre utilisées pour la p
exigences relatives a chaque modéle normalisé dans cette série.

2 Reéférences normatives

amendements).

CEI 60050-131, Vocabulaire Electrote
circuits

CEI 60050-161, Vocabulaire Electroteg
électromagnétique





